Kegirici electron mikroskopu JEM-1400 (JEOL, Yaponiya)

Elektronlarin siiratlandirma garginliyi max 120 kv. Béyiitma qabiliyyati 200-1200000 dafa, ayirdetma
qabiliyyati 0.2nm olmagqla elmi tadgiqatlarda, materialsiinaslq, biofizika, tibb sahalarinda elmi
tadqiqat islarinin aparilmasinda istifada edilir.
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Angstrom Engineering Inc., EvoVac Deposition system

Angstrom Deposition System — ¢okdiiriicii cihazdir. Nazik tabaqali giinas elementlarin alinmasinda
istifada olunur.Bu cihaz vasitasila miixtalif lsullarla (Magnetron tozlandirma, termik ¢6kdiirma,
elektron zarbasi ila ¢okdiirma) nazik tabagalar almaq miimkiindiir. Bu cihazda ZnO, ZnO:Al, Cu, in,
Ga,Se,CdS,CdTe, CuinGaSe nazik tabaqalar alinir. Cihazda bas veran biitiin ¢ékdiirma proseslari

monitor vasitasila miisahida etmak olar.



CSS (Close Spased Sublimation)

Yaxin masafadan sublimasiya lsulu ila nazik tabagalarin alinmasi lgtin istifada olunur. Bu cihazda
CdTe nazik tabagalari alinir. Kigik vakuum talab olunur.



Ciller
Yaxin masafadan sublimasiya (sulu ila nazik tabaqgalari cokdiiran cihazin soyumasinda istirak edir.
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Atom Qiivva mikroskopu

AIST-NT SmartSPM™ - 1000

Nanodl¢iilii quruluslarin 6yranilmasi, Kegirici va dielektrik materiallarin sathlarinin 6éyranilmasi,
Tadgqiq olunan sathin topoqrafiyasinin va faza tazadlarinin alinmasi va 2D va 3D sakillarinin alinmasi
lgln istifada edilir. Sistema PC; Garginlik Stablizatoru,; Kasilmaz glic qaynagi daxildir.



3D Konfokal Raman Mikroskopu Sistemi, Nanofinder 30
Yarimkecirici kristallarin va onlar asasinda nazik tabagalarinin Raman va liiminessensiya tadqgiqatlari
tgtin istifada edilir. Spectra Physics, Amerika istehsali; Vakuum nasosu; PC; Garginlik stablizatoru



Solar cell I-V Testing System (PV Measurements, Inc.)

100 mW/cm? giiclii giinas imitatoru ila tachiz olunmus qurdudur, hansi ki giinas elementlarinin |-V
parametrlarini 6l¢iir.
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Metallurgiya mikroskopu-MikroOptics-TM-1000

Kristal va nazik tabagalarin sath morfologiyasinin tadqiqi li¢iin istifada olunur.
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Maddalari cakmak ligiin istifada olunur.
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Metallurgiya mikroskopu-ALTAMI M3T-3M

Kristal va nazik tabagalarin sath morfologiyasinin tadqiqi ligiin istifada olunur.



RFA S8 TIGER

Rentgen spektral analizi ligtin istifada edilir. Sistema PC; Kasilmaz glic gaynagi daxildir.



XRD D2 PHASER

Rentgen faza analizi ligiin istifada edilir.).



HL5500PC-Holl Effect Measurement System

90K-500K temperatur intervalinda Holl effekti va miigavimati él¢iir va yuxari omlu yarimkegiricilarda
ylikdasiyicilarin konsentrasiyasinin va tipinin tayini lg¢lin istifada edilir. Sistema Vakuum nasosu; PC;
Maye azot ¢ani; Garginlik stablizatoru; Kasilmaz gtlic gaynagi daxildir.



Fotoliiminessensiya qurgusu

Miixtalif név (bark va maye halda) maddalarin 5-300 K intervalinda fotoliiminessensiya xassalarinin
(FL, FL-nin hayacanlanma spektrlari, FL-nin kinetikasi) tadqiqi ligtin istifada edilir. Sistema MS5204i
va MS3504i monoxromator-spektoqraf, miixtalif diapazonda islayan 4 detektor, He-Cd qaz lazeri,
532, 640, 690, 785, 1064 nm dalga uzunluguna malik lazer diodlari, CNN-11 helium kompressor
bloku, HiCube 80 Eco vakuum nasosu, temperatur kontrolleri (model 9700), OPHIR Powermeter,
dayisan dalga (250 ~1200nm) uzunluqlu isig manbayi, kompyuter, garginlik stablizatoru daxildir




ELEXSYS E 580 E FT-IR

Bruker firmasinin istehsali olan ELEXSYS E 580 E FT-IR spektrometri ham klassik ham da impuls
rejiminda islaya bilir. Klassik stasionar EPR variantinda mikrodalga gliciiniin niimuna tarafindan
udulmasi va stasionar maqgnit sahasinin yavas stiratla dayismasi él¢iliir.




FT-IR XSC

Bruker Firmasinin istehsali olan FT-IR is prinsipi maddanin néviindan asili olarag, niimunanin
monoxromatik isiq tarafindan hayacanlandirilmasi sayasinda udulma va siialanma hadisalari zamani
infraqirmizi spektlrarin alinmasi prosesina asaslanir.



Diferensial Skanedici Kolorimetr DSC 204 F1 Phoenix

180 °C - 700 C temperatur intervalinda Istilik (soyutma) daracasi: 0,001 - 200K/s olmagla
yarimkecirici, polimer va polimer kompozit materiallarin istillikfiziki xassalarin tayini lgtin istifada
edilir. Sistema asas qurdgu; Soyutma sistemi ligctin qurgu; Maye azot ¢ani; Arqon balonu; Kompiiter;
Printer daxildir



MASTECH mMs2050 DIGITAL MULTIMETER
TRUE-RMS p 3
RS-232 PCLINF ,;

s RN e mA 10A
EeammE 00

= Hl = g MAX
SO0mATZSOV FUSED

/\
/A\ MAX 1000V RMS ‘ AN WA

-

Ragamsal myasmumemp MASTECH MS8050

Ol¢ii signallarini geyd etmakdan étrii istifada edilir.

Keysight impedance Analyzer E4990A

Keysight impedance Analyzer EA990A-(20Hz-30MHz); Network Analyzer E5071 (100kHz-85QHz)
Keysight impedance Analyzer E4990A-(20Hz-30MHz) va Network Analyzer E5071 100kHz-85QHz
Polimerlarda dinamikani 6yranmak va dielektrik niifuzlugunun haqiqi va xayali hissalarini boylik
intervallarda 6lcmak ligiin istifada edilir.



